
深圳负60度低温冷冻老化试验报告

产品名称 深圳负60度低温冷冻老化试验报告

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 150.00/件

规格参数 厂家:华瑞测分析
型号:DW15
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

在实际的电子产品中，很多元器件和芯片都需要在高温环境下长时间运行，这可能导致芯片性能的退化

和损坏。因此，芯片温度老化测试可以帮助生产厂家确定芯片在高温环境下的可靠性和稳定性，并提供

对芯片性能变化的实时监测。

芯片温度老化测试通常在高温环境下进行，老化测试温度范围通常从-40°C到+200°C不等。持续老化

测试时间通常从几小时到数天不等，这取决于产品要求和测试方案。在测试过程中，芯片的电流、电压

、功耗、温度等参数都会被实时监测和记录，以确定芯片的性能变化。

芯片温度老化测试的主要目的是评估芯片性能在高温环境下的可靠性和稳定性，同
时发现潜在的设计缺陷和生产工艺问题。如果芯片在测试过程中出现问题，厂家可
以根据测试结果和数据，进行调整和改进，以提高产品的性能和可靠性。

在进行芯片温度老化测试时，需要密切关注测试环境和测试仪器的稳定性和准确性。因为这些因素可能



会影响到测试结果的准确性和可靠性。测试过程中需要对环境温度、湿度、气压等因素进行准确的监测

和控制，以确保测试数据的可靠性和准确性。

华瑞测芯片老化测试 工程师总结指出：芯片温度老化测试是在电子产品开发和生产中必不可少的一步

。它可以帮助厂家评估产品在高温环境下的可靠性和稳定性，并发现潜在的问题和改进空间。同时，测

试结果可以为产品的质量控制和调整提供参考依据。在进行测试时，需要注意测试环境和测试仪器的准

确性和稳定性，以确保测试结果的准确性和可靠性。

高低温老化测试是一种常用的测试方法，用于评估材料或产品在不同温度下长期使
用后的性能变化。该测试方法通常在极端高低温度环境下进行，以模拟产品或材料
在现实世界中的使用情况。

工作原理

高低温老化测试的工作原理是将被测试的材料或产品置于高低温环境下，通常是在
温度变化的周期内进行循环加热和冷却。测试的目的是模拟材料或产品在实际使用
中的温度变化和环境影响，并评估其在长期使用中的性能变化。

测试过程

在测试过程中，常用的温度范围是-70℃到+150℃，其中高低温循环通常在20℃以下
和80℃以上进行。测试的时间取决于所测试的材料或产品的类型和应用，通常为数
天至数个月不等。

测试结果通常包括材料或产品的物理性质、化学性质、电气性能等各种方面的变化
，如强度、硬度、延展性、断裂韧性、电导率等。

高低温老化测试广泛应用于许多不同领域，如电子、汽车、航空航天、医疗设备、
建筑材料等，以确保产品或材料的质量和性能符合要求，并提高其使用寿命。
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